




























































































专利名称(译) 液晶显示装置及其制造方法
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摘要(译)

漏极驱动器输出端子（引线）分为六组（R1，R2，G1，G2，B1，B2）的正极性和负极性三种基色：各自捆绑在一起以连接到漏
极线公共线;然后，这些漏极线公共线从漏极驱动器安装区域引出。栅极驱动器输出端子（引线）分为三组（GA，GB，GC），包
括前级和下级以及后级;并且各自捆绑在一起以连接到栅极线公共线。这些栅极线公共线从栅极驱动器安装区域引出;然后，用连接
到设置在这种漏极线公共线和栅极线公共线上的测试端子的探针进行测试。
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